Zatgcznik nr 1 do Zaproszenia z 07.04.2025 r.

Tabela wymagan i parametréw technicznych
dla zestawu do charakteryzacji optycznej materiatéw porowatych

Lp. Nazwa parametru Wymaganie
1. Rok produkgcji 2025
2. Urzadzenie Fabrycznie nowe, nieuzywane
3. Gtéwne zastosowanie Pomiary transmisji optycznej oraz catkowitej reflektancji rozproszonej
w zakresie widzialnym i UV.
Zestaw umozliwia przeprowadzenie nastepujgcych pomiardéw:
1) Transmisji optycznej prébek cienkowarstwowych na podtozach
kwarcowych o wymiarach 1 cm x 1 cm i wiekszych w zakresie 250 nm -
4, Funkcjonalnos¢ 900 nm. .. . . . . L
2) Transmisji optycznej prébek ciektych o objetosciach 1 ml i mniejszych
umieszczonych w kuwetach kwarcowych w zakresie 250 nm - 900 nm
3) Catkowitej reflektancji rozproszonej préobek cienkowarstwowych o
wymiarach 1 cm x 1 cm i wiekszych w zakresie 250 nm - 900 nm
Zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:
1) Zrédta $wiatta
2) Spektrometru z komputerem z oprogramowaniem sterujgcym
3) Uchwytu do prébek ptaskich
5. Konstrukcja zestawu 4) Uchwytu FIO k}Jwet
5) Kuli catkujacej
6) Niezbednych akcesoriéw
Wymagane parametry i wiasnosci tych elementéw sg opisane szczegdtowo
w wierszach 6 - 11 ponizej.
1) Deuterowo - halogenowe, o jednym wyjsciu optycznym wewnetrznym
badz zewnetrznym (dopuszczone sg dwa osobne zrédta potgczone
., o wspodlng drogg optyczng)
6. Zrodio swiatta 2) Emitujgce $wiatto w zakresie co najmniej 200 - 1000 nm
3) O natezeniu regulowanym poprzez nastawy zasilacza albo zestaw filtréw
szarych (dotgczony)
1) Spektrometr swiattowodowy
2) Zakres pracy co najmniej 250 - 900 nm
3) Siatka 600 linii/mm
Spektrometr z 4) Szczelina wejsciowa 50 um
7 komputerem z 5) Przestona wejsciowa kontrolowana co najmniej dwustopniowo, tj.

oprogramowaniem
sterujgcym

zamknieta/otwarta

6) Detektor CMOS minimum 2048 pikseli nie wymagajacy chtodzenia
cieczg, pracujacy co najmniej w zakresie 250 - 900 nm

7) Oprogramowanie umozliwiajgce sterowanie spektrometrem
i detektorem oraz prowadzenie pomiaréw opisanych w wierszu 7
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Zatgcznik nr 1 do Zaproszenia z 07.04.2025 r.

i wyznaczanie transmitancji oraz reflektancji w sposéb nie wymagajacy
przeliczen recznych

8) Komputer sterujgcy kompatybilny z oprogramowaniem
i spektrometrem, o konfiguracji nie gorszej niz: procesor Intel i5 albo
rownowazny, 8GB RAM, SSD 256 GB, mysz optyczna, system operacyjny
Windows 11 Pro - dopuszczalny komputer typu desktop dodatkowo
z monitorem 24” i klawiaturg zawartymi w cenie, albo komputer typu
laptop

Uchwyt do prébek

Umozliwiajacy pomiary transmisji optycznej probek o wymiarach 1 cm x 1

8. ptaskich cm i wiekszych
9. Uchwyt do kuwet UmozIm{la.JacY pomiar transmisji optycznej prébek ciektych o objetosci 1 ml
albo mniejszej
1) O srednicy nominalnej 50 mm
10. Kula catkujaca 2) Umozliwiajgca pomiar catkowitej reflektancji rozproszonej probek
cienkowarstwowych o wymiarach 1 cm x 1 cm i wiekszych
Dostarczone w cenie razem z urzadzeniem:
1) Swiattowody transmitujgce $wiatto w zakresie co najmniej 250 - 900 nm,
o $rednicy rdzenia 600 um - w liczbie niezbednej do potaczenia
wszystkich elementéw wymienionych we wierszu 8 w funkcjonujaca
catosc
2) Kuwety kwarcowe, kompatybilne z uchwytem do kuwet opisanym we
wierszu 12, 5 szt.
. 3) Standard o wysokim, > 70%, poziomie odbicia Swiatta (biaty) do
11. Akcesoria Ny . . . .
pomiarow reflektancji, kompatybilny z kulg catkujgcg opisang we
wierszu 13
4) Standard o niskim, <5%, poziomie odbicia $wiatta (czarny) do pomiaréw
reflektancji, kompatybilny z kulg catkujacg opisang we wierszu 13
5) Inne akcesoria niezbedne do prawidtowej pracy zestawu i zapewnienia
funkcjonalnosci podanej w wierszu 7, wynikajace z konfiguracji
producenta, np. zasilacze, soczewki skupiajgce $wiatto do
Swiattowodow, uchwyty do soczewek i filtréw, itp.
Test akceptacyjny polegat bedzie na przeprowadzeniu pomiaréw:
. - transmisji cienkich warstw (100 nm) tlenkéw metali na podtozach
Test akceptacyjny po
. .. .. | kwarcowychlcmx1cm
instalacji i uruchomieniu L . . . .
12. . s - transmisji roztwordéw substancji organicznych w wodzie w kuwetach
urzadzenia w siedzibie
Zamawiaiaceeo kwarcowych
Jacego. - reflektancji catkowitej cienkich czarnych oraz biatych warstw na podtozach
1 cm x 1 cm albo wiekszych
Szkolenie minimum 3
0s0b w zakresie obstugi .
13. . N zapewnione
urzadzenia w siedzibie
Zamawiajgcego
Instrukcja obstugi wraz z
14. instrukeja zapewnione

oprogramowania oraz
dokumentacje
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techniczng w jezyku
polskim i angielskim

15.

Termin realizacji
przedmiotu zamdwienia
maksymalnie do 3
miesiecy od daty
zawarcia umowy

zapewnione

16.

Dostepnosé czesci
zamiennych - minimum
10 lat od daty instalacji

zapewnione

17.

Bezptatna aktualizacja
oprogramowania w
okresie minimum 5 lat
od daty instalacji

zapewnione

18.

Zapewnhienie serwisu
pogwarancyjnego w
okresie 10 lat od daty
instalacji

zapewnione

19.

Lokalizacja serwisu
gwarancyjnego i
pogwarancyjnego

na terenie Europy

20.

Zapewnienie reakgji
serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego w
ciggu 3 déb od
zgtoszenia usterki

zapewnione

21.

Zapewnienie wsparcia
technicznego w okresie
10 lat od daty instalacji

zapewnione

22.

Okres gwarancji

Minimum 12 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
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